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ポリアリルジグリコールカーボネート（PADC）は最も感度の高いエッチング型の飛跡検

出器として知られている。近年、PADC 内の潜在飛跡形成機構の解明のための研究が体系的

に進められており、エーテル基が最も損傷を受けやすいこと、新たな端点としてヒドロキシ

ル基が生成されることが明らかにされた。これまでの研究において Fig 1のように PADCに

ガンマ線を照射すると 60 kGy程度の低線量域まではエーテル基のみが損傷を受け、60 kGy

以降の線量ではじめてカーボネートエステルの損傷が起きることが確認できた。また、この

段階的な損傷は 28 MeV 電子線照射においても確認している[1]。これはガンマ線が生み出

す電子が１本だけではエーテル基のみが損傷を受け、2本目以降のヒットによってカーボネ

ートエステルや CH基の損傷が進むからであると考えられた。官能基の定性的・定量的分析

には赤外線分光法を利用したが、この段階的な損傷過程をラジカルの生成と消滅との関係

で理解するために電子スピン共鳴分光法（ESR）を新たに適用した。ESR の結果からエーテ

ル基のみが損傷している状態とエーテル基に加えカーボネートエステルが損傷している状

態を評価するため実験を行った。Fig 2は室温下で低線量(33 kGy)と高線量(100 kG)でガンマ

線を照射したスペクトルである。この結果において低線量と高線量のスペクトルが明らか

に異なることから生成されたラジカルの種類が異なることが確認できた。 
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Fig 1. Reduction of the relative 

absorbance of ether, carbonate ester 

and CH groups and generation of OH 

groups in PADC against the absorbed 

dose. 

 

Fig 2. ESR spectra (320~330 mT) in 

PADC against the absorbed dose. 
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